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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

COMPATIBILITE ELECTROMAGNETIQUE (CEM) —

Partie 4-6: Techniques d'essai et de mesure —
Immunité aux perturbations conduites,
induites par les champs radioélectriques

AVANT-PROPOS

alisation
a CEl a
dans les

1) La CEl (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisatidn
composée de I'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités
pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les ¢ i
domaines de I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEIl, entré
internationales. Leur élaboration est confiée a des comités d'études, au 3 S
intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations {nterhatignale ernementales et non
gouvernementales, en liaison avec la CEl, participent égalem AlX. b El gollabore étroitement
avec |'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), sé iti ixée¥ par accord entre les
deux organisations.

2) Les décisions ou accords officiels de la CEl concernant es i iques représentent, dans la mesure

3) Les documents produits se présentent sous \andatigns internationales. Ils sont publiés
comme normes, spécifications techniques, ra S iques ou guides et agréés comme tels par les
Comités nationaux.

4) Dans le but d'encourager l'unification intern

nationales et reglonales
correspondante doit étreN

5/65: Mesure et commande dans les processus industriels, et
Phénomeénes haute fréquence, du comité d'études 77 de la CEl:

Elle constitue la segtion 6 de la partie 4 de la CEIl 61000. Elle a le statut de publication
fondamentale en CEM en accord avec le Guide 107 de la CEl.

La présente version consolidée de la CElI 61000-4-6 est issue de la premiére édition (1996)
[documents 65A/165/FDIS + 77B/144/FDIS et 65A/195/RVD] et de son amendement 1 (2000)
[documents 77B/291/FDIS et 77B/298/RVD].

Elle porte le numéro d'édition 1.1.

Une ligne verticale dans la marge indique ou la publication de base a été modifiée par le
corrigendum (1996) et ’'amendement 1.

L'annexe A fait partie intégrante de cette norme.

Les annexes B a E sont données uniquement a titre d'information.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY (EMC) —

Part 4-6: Testing and measurement techniques —
Immunity to conducted disturbances,
induced by radio-frequency fields

FOREWORD

1) The IEC (International Electrotechnlcal Comm|55|on) is a worIdW|de organlzan

entrusted to technical committees; any IEC National Committee
participate in this preparatory work. International,

with the |IEC also participate in this preparation. The
Organization for Standardization (ISO) in accordance with
two organizations.

2) The formal decisions or agreements of the IEC on geckni

3) The documents produced have the form of recgmm
of standards, technical specifications, techsi
Committees in that sense.

4) In order to promote internatjogal unification, IEE NationaNCowrmittees undertake to apply IEC International
Standards transparently ta axi _extent\possible Jin their national and regional standards. Any

indicated in the latter.

5) The IEC provides no m its approval and cannot be rendered responsible for any
equipment decl i ¥§ standards.

6) Attention is drawntg the\possibili qQme df the elements of this International Standard may be the subject
of patent rights. The \ responsible for identifying any or all such patent rights

International
aspects, of
subcommi

)-4-6 has been prepared by subcommittee 65A: System
ittee 65: Industrial-process measurement and control, and by
ency phenomena, of IEC technical committee 77: Electro-

It forms sectiol~6 of part 4 of IEC 61000. It has the status of a basic EMC publication, in
accordance with | Guide 107.
This consolidated version of IEC 61000-4-6 is based on the first edition (1996) [documents
65A/165/FDIS + 77B/144/FDIS and 65A/195/RVD] and its amendment 1 (2000) [documents
77B/291/FDIS and 77B/298/RVD].

It bears the edition number 1.1.

A vertical line in the margin shows where the base publication has been modified by the
corrigendum (1996) and amendment 1.

Annex A forms an integral part of this standard.

Annexes B to E are for information only.
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Le comité a décidé que le contenu de la publication de base et de son amendement ne sera
pas modifié avant 2003. A cette date, la publication sera

e reconduite;

e supprimeée;

* remplacée par une édition révisée, ou
¢ amendée.

@C@
S
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The committee has decided that the contents of the base publication and its amendment will
remain unchanged until 2003. At this date, the publication will be

¢ reconfirmed;

e withdrawn;

« replaced by a revised edition, or
¢ amended.

@C@
S


https://standards.iteh.ai/catalog/standards/iec/a7b3b830-d828-49eb-a6d5-2bf3a4033207/iec-61000-4-6-1996

-10 - 61000-4-6 © CEI:1996+A1:2000

INTRODUCTION

La présente norme fait partie de la série des normes 61000 de la CEl, selon la répartition
suivantes:
Partie 1: Généralités

Considérations générales (introduction, principes fondamentaux)

Définitions, terminologie

Partie 2: Environnement
Description de I'environnement
Classification de I'environnement
Niveaux de compatibilité

Partie 3: Limites

Limites d'émission
Limites d'immunité (dans la mesure ou elles ne re

Partie 4: Techniques d'essai et de mesure
Techniques de mesure
Techniques d'essai

Partie 5: Guide d'installation et d'atténuati
Guide d'installation O%
Méthodes et dispositifs d'atté
Partie 6: Normes génékiqués
Partie 9: Divers fﬁ
Chaque partie a nbdivjsée eh sections qui seront publiées soit comme normes inter-
nationales soit.co Y iques.
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INTRODUCTION

This standard is a part of IEC 61000 series, according to the following structure:

Part 1: General
General considerations (introduction, fundamental principles)
Definitions, terminology

Part 2: Environment
Description of the environment
Classification of the environment

Compatibility levels

Part 3: Limits

Emission limits

Immunity limits (in so far as they do not fall under the resf gduct committees)

Part 4: Testing and measurement techniques
Measurement techniques
Testing techniques

Part 5: Installation and mitigation guideliq
Installation guidelines
Mitigation methods and

Part 6: Generic standafds

Part 9: Miscellaneaus
Each part is furth:ts ha

standards or as te

gns which are to be published either as international
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COMPATIBILITE ELECTROMAGNETIQUE (CEM) —
Partie 4-6: Techniques d'essai et de mesure —
Immunité aux perturbations conduites,
induites par les champs radioélectriques

1 Domaine d'application

La présente section de la norme internationale CEl 61000-4 se rapporte aux prescriptions
relatives a Ilmmunlte en conductlon des équipements electrlques e électroniques aux

fréquences de 9 kHz & 80 MHz. Les matériels n'ayant pas au moins exconducteur (tel
gue cordons d'alimentation, ligne de transmission de signaux ou¢co ise a la
terre) qui peut coupler les matériels aux champs RF perturbateurs és par

cette norme.

NOTE Les methodes dessa| sont définies dans la presente section pQ urer l'effet que Ies S|gnaux

Cette norme ne vise pas a spécifig guer a des appareils ou
systemes particuliers. Le but principakest de\q . gnce de base d'ordre général
a tous les comités de produits CEI concernes, ités-d€és produits (ou les utilisateurs
et fabricants de matériel) restent resp i approprié des essais et du niveau

2 Références nor
Les documents it et des dispositions qui, par suite de la référence
gui y est faite, consfti ¢ S valables pour la présente section de la CEl 61000-4.
Au moment de la pub |cat'n ditiqng” indiquées étaient en vigueur. Tout document normatif
est sujet a révisi 2 fantes aux accords fondés sur la présente section de la

CEI 61000-4 er la possibilité d'appliquer les éditions les plus récentes
des documen @s ci-apres. Les membres de la CEIl et de I'lSO possedent le
registre ge natiomales en vigueur

CEI 60050 2978, “Wacabulaire Electrotechnique International (VEI) — Chapitre 131:
Circuits électriqs agnétiques

CEI 60050(161):1990, Vocabulaire Electrotechnique International (VEI) — Chapitre 161:
Compatibilité électromagnétique

CEI 61000-4-3:1995, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 4: Techniques d'essai
et de mesure — Section 3: Essai d'immunité aux champs électromagnétiques rayonnés aux
fréquences radioélectriques

CISPR 16-1:1993, Spécifications des méthodes et des appareils de mesure des perturbations
radioélectriques et de I'immunité aux perturbations radioélectriques — Partie 1: Appareils de
mesure des perturbations radioélectriques et de I'immunité aux perturbations radioélectriques

CISPR 20:1990, Limites et méthodes de mesure des caractéristiques d'immunité des récep-
teurs de radiodiffusion et de télévision et équipements associés
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